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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* Bylletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Pyblié annuellement

* Cdtalogue des publications de la CEl
Pyblié annuellement et mis & jour régulierement

Termindlogie

En ce qui|concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera & la CEl 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter-
national (YEI), qui se présente sous forme de ch
séparés ffaitant chacun d'un sujet défini. Deg
complets gur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir égalenent le dictionnaire multilingue de la CEI.

Les termefg et définitions figurant dans la présente

cation onj été soit tirées du VE
approuvés|aux fins de cette publicati

Symboles graphiques

Pour les symboles grs, e
signes d'usage générak app

consulteral

— la
électr

- la
sur le
feuillg

- la

et pour les|appareils électromédicaux,

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

¥, readers are referred fo IEC 50:
ieal Vocabulary (IEV), which is
separate chapters ea¢h dealing
Full details of the IHV will be

on request. See also the IEC Multilingual

and definitions contained in the pregent publi-
e either been taken from the IEV or have been
specifically approved for the purpose of this publication.

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols pnd signs
approved by the IEC for general use, readers are|referred to
publications:

— |EC 27: Letter symbols to be used in| electrical
technology;

— |EC 417: Graphical symbols for| use on
equipment. Index, survey and compilatipn of the
single sheets;

— |EC 617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

— la CElI 878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 27, de la CEl 417, de la
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiqguement approuvés
aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant a la fin
de cette publication, qui énumérent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

— |EC 878: Graphical symbols for electromedical
equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE,
DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE —
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM —

Partie 1: Prescriptions générales

AVANT-PROPOS

1) La CHI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondidlende noxmahgsatio
de l'epsemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux d
favoriger la coopération internationale pour toutes les questions de ng

omposée
objet de
aines de

I'électficité et de I'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activitég ationales.
Leur 4laboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquel 5sé par le
sujet fraité peut participer. Les organisations internationales, gouve htales, en
liaisor) avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI panisation

Internptionale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées organisatipns.

2) Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questians teghni ésentent, dans |a mesure
du popsible un accord international sur les sujets étudiés, S ités nationaux Intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les dpcuments produits se présentent spgls i internationales. lls sopt publiés
commje normes, rapports techniques ou guides e Sé IS par les Comités nationaux.

4) Dans |e but d'encourager l'unification internationale, it at’x de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon |transparente, dans toute la mesure i S\internationales de la CEIl dans leufs normes
nationales et régionales. CEl et la norme nationale ou |régionale

correg

5) La CHI n’a fixé aucune pro agg comme indication d’approbation et sa resgonsabilité
n'est pas engagée quang un matéri $ esconforme)&’I'une de ses normes.

6) L’'atte Tents de la présente Norme internationale peyvent faire
I'objet] droits analogues. La CEIl ne saurait étre tgnue pour

respo propriété et de ne pas avoir signalé leur existenge.

La Nor
du comifé
comité ¢

été établie par le sous-comité 65A: Aspects sylstemes,
ure et commande dans les processus industriels, pt par le
appareils de mesure, de commande et de laboratoire.

Le texte issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote

65A/211/FDIS 65A/226/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette premiére partie expose les prescriptions relatives a la CEM qui sont généralement
applicables a tous les matériels décrits dans le domaine d'application. Pour certains types de
matériels, ces prescriptions seront complétées ou modifiées par les prescriptions spécifiques
d'une norme particuliere qui sera lue conjointement avec la présente norme.

Les indications générales données dans le Guide 107 de la CEIl ont été suivies.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 1: General requirements

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organizatio izati lomprising
all n i i promote
interngtional co-operation on all questions concerning standardization in th icg icffields. To
this epd and in addition to other activities, the IEC publishes Internationa 3 . i aration is
entrudted to technical committees; any IEC National Committee interested | j with may
participate in this preparatory work. 3 e s liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaboraté f janization
for Spandardization (ISO) i i iti dete 3 [ the two
organfzations

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC on tech |ca| m sible, an
interngtional consensus of opinion on the relevant subjgcts ¢ ¢al psentation
from gll interested National Committees.

3) The dpcuments produced have the form of'xeco vdati j i i in the form
of stapdards, technical reports or guides and ¢ e j i i se.

4) In order to promote international unificatio i ernational
Standprds transparently to the maximum( exte i { rds. Any
diverglence between the IEC S di be clearly
indicafed in the latter

5) The IEC provides no m e for any
equipfnent declared to bpe}

e subject

6) Attentjon is drawntQ the
of patent rights.C

Internat
of IEC
technicd

has been prepared by subcommittee 65A: System aspects,
Industrial-process measurement and control, and|by IEC
measuring, control and laboratory equipment.

The text i ig’based on the following documents:

FDIS Report on voting

65A/211/FDIS 65A/226/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This Part 1 specifies the EMC requirements that are generally applicable to all equipment
within its scope. For certain types of equipment, these requirements will be supplemented or
modified by the special requirements of a particular standard which is to be read in conjunction
with this standard.

The general indications given in IEC Guide 107 have been followed.
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La CEIl 61326 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général, Matériels
électriques de mesure, de commande et de laboratoire — Prescriptions relatives a la CEM:
— Partie 1: Prescriptions générales

— Partie 10: Prescriptions particuliéres pour les matériels utilisés a proximité ou en liaison
avec un processus industriel

— Partie 20: Prescriptions particulieres pour les matériels utilisés dans les laboratoires, ou
dans les zones d'essai et de mesure avec un environnement électromagnétique contrélé

— Partie 30: Prescriptions particulieres pour les matériels d'essai et de mesure portatifs
alimentés par batterie ou par le circuit mesuré

@%
8
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IEC 61326 consists of the following parts, under the general title, Electrical equipment for
measurement, control and laboratory use — EMC requirements:

— Part 1: General requirements

— Part 10: Particular requirements for equipment used in close proximity or in direct contact
with an industrial process

— Part 20: Particular requirements for equipment used in laboratories, or test and
measurement areas with a restricted electromagnetic environment

— Part 30: Particular requirements for portable test and measurement equipment that is
powered by battery or from the measured circuit

@%
8
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INTRODUCTION

Les instruments et les matériels concernés par la présente norme peuvent souvent étre tres
dispersés d'un point de vue géographique et il peuvent étre amenés a fonctionner dans des

conditions d'environnement trés différentes.

La limitation des émissions électromagnétiques indésirables permet d'éviter qu'un autre
matériel, installé & proximité, soit soumis a l'influence du matériel considéré. Les limites sont
plus ou moins spécifiées dans les publications de la CEIl et du Comité International Spécial des

Perturbations Radioélectriques (CISPR) et proviennent donc de ces documents.

Par ailleurs, le matériel est appelé & fonctionner sans dégradation excessive dans un

environjement électromagnétique type. Les valeurs limites d'immunité

dans la

présent¢ norme ont été choisies a partir de cette hypothése. Les risq dus par
exemple a des coups de foudre proches ou directs, a l'ouvert u a un
rayonngment électromagnétique exceptionnellement élevé dans les<en\irens 3o es,[\ne sont
pas couperts.

Les sydtéemes électriques et/ou électroniques complexe de leur
conception et de leur installation une planification ) compte
I'environinement électromagnétique, les prescriptions pé i gravité des panmes.

&
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INTRODUCTION

Instruments and equipment within the scope of this standard may often be geographically
widespread and may have to operate under a wide range of environmental conditions.

The limitation of undesired electromagnetic emissions ensures that no other equipment,
installed nearby, is unduly influenced by the equipment under consideration. The limits are
more or less specified by, and therefore taken from, IEC and International Special Committee
on Radio Interference (CISPR) publications.

However, the eqmpment has to functlon W|thout undue degradatlon ina typ|cal electromagnetlc

environmert 8 : n under
this ass| mpt|on Speual nsks mvolvmg for example nearby or d|rect I| tnmg g circuit-
breaking i bred.

'?design
special

Comple
and ingtallation, taking into consideration the electromagné
requirements, and the severity of failures.

&
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MATERIELS ELECTRIQUES DE MESURE,
DE COMMANDE ET DE LABORATOIRE —
PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA CEM —

Partie 1: Prescriptions générales

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61326 énonce les prescriptions minimales relatives a I'immunité et
natériels

courant
pour les
'gpositifs

processpus industriels et pour l'enseignement, comprenant les
informatiques pour:
— lalmesure et les essais;
— lajcommande;
— lep laboratoires;

— lep accessoires prévus pour étre utilisés dga 2 S onnés ci-desqus (par
exen een milieu industrie|] ou non

indug

dans le domaine d'application

des apq pondant aux normes de CEM [des ATI

peuvent

Iste, elle doit supplanter sous tpus ses

a) M
Matériels éleciriqies\pernetta mesurer, d'indiquer ou d'enregistrer une ou flusieurs

grangleurs électriques alr non électriques, et également des matériels qui ne sont pas des
2 e els) que générateurs de signaux, étalons, alimentafions et

une de
ces ¢grandeurs étart déterminée par des réglages manuels, par une programmation locale

ou aldistance, ou par une ou plusieurs variables d'entrée. Cette catégorie compfend les
rMels de mesure et de commande dans {es processus industrie PVITCY, tTefs que

— les régulateurs et contrdleurs de processus;

— les automates programmables (AP);

— les blocs d'alimentation des matériels et des systémes (centralisés ou spécialisés);

— les indicateurs et les enregistreurs analogiques/numériques;

— les instruments de processus;

— les transducteurs, positionneurs, organes de commande intelligents, etc.
c) Matériels électriques de laboratoire

Matériels permettant de mesurer, d'indiquer, de contréler ou d'analyser des substances, ou
servant a préparer diverses matiéres.

Ces matériels peuvent également étre utilisés dans d'autres endroits que les laboratoires.
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ELECTRICAL EQUIPMENT FOR MEASUREMENT,
CONTROL AND LABORATORY USE -
EMC REQUIREMENTS -

Part 1: General requirements

1 Scope

This part of IEC 61326 specifies minimum requirements for immunity and emissions regarding
electromagnetic compatibility (EMC) for electrical equipment, operating from a supply of less

than
use,

intended to be used in industrial and non-industrial lota

Computjng devices and assemblies and similar equi
technolq Al

1 JO0O V a.c. or I 500 V d.c., intended for professional, industrial progess and edd
including equipment and computing devices for:

mpeasurement and test;
cqgntrol;

laporatory use;
agcessories intended for use with the above (such

MC standards can

without pdditional testing.

Where

The follpwing equipment i§

a) Electrical measure

This [is equipprént i i eans measures, indicates or records one
electfical or e ‘ , \dlso non-measuring equipment such ag
generators, measyrexyent ower supplies and transducers.

b) El
This

value &rmine ' ettings, by local or remote programming, or by one

input
equif

c)

industrial process measurement and control
s of devices such as:

— | programmabte controllers (PC);

— | power supply units of equipment and systems (centralized or dedicated):

scope of infg

cational

pment),

rmation
be used

pects of

pr more
signal

th each
or more
(IPMC)

analogue/digital indicators and recorders;

process instrumentation;

transducers, positioners, intelligent actuators, etc.
Electrical laboratory equipment

This is equipment which measures, indicates, monitors or analyzes substances, or is used
to prepare materials.

This equipment may also be used in areas other than laboratories.
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2 Références normatives

Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEIl 61326.
Au moment de la publication, les éditions indiquées étaient en vigueur. Tout document normatif
est sujet a révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la
CEI 61326 sont invitées a rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus récentes
des documents normatifs indiqués ci-aprés. Les membres de la CEIl et de I'|SO possédent le
registre des Normes internationales en vigueur.

2.1 Normes générales

CEI 50(51)1978 Vocabu 2 € chni ationa 254 Dispositifs
électriqlies et magnethues

CEIl 50(161): 1990, Vocabulaire Electrotechnique International tre 161:

Compatjbilité électromagnétique

CEl 1010: Régles de sécurité pour appareils électriques de R iqn et de
laboratdire

2.2 Nofmes relatives a I'immunité

CEl 10d essai et
de mes blication
fondame
CEIl 10d0-4- essai et
de mes N1és aux
fréqueng
CEl 10d0-4- essai et
de mes| salves —
Publicati

CEIl 10d
de mes

agnétique (CEM) — Partie 4: Techniques dlessai et
ux ondes de choc

iilité_éléctromagnétique (CEM) — Partie 4: Technigues d|essai et
nité aux perturbations conduites, induites par les |champs

patibilité électromagnétique (CEM) — Partie 4: Techniques dlessai et
© Essais d'immunité aux creux de tension, coupures bneves et

NOTE|—\L¥adjonction a la liste ci-dessus de la CEI 1000-4-8: 1993, Compatibilité électromagnétiquq (CEM) —
Partie 47 Techniques dessal ef de mesure — Section 8. Essal dimmunite au champ magnetique a l1a fréquence
du réseau — Publication fondamentale en CEM, qui n'est mentionnée que dans la CEl 61326-10, comprend
toutes les normes relatives a I'immunité utilisables avec toutes les parties de la CEIl 61326.

2.3 Normes relatives aux émissions

CEIl 1000-3-2: 1995, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 2:
Limites pour les émissions de courant harmonique (courant appelé par les appareils <16 A par
phase)

CEIl 1000-3-3: 1994, Compatibilité électromagnétique (CEM) — Partie 3: Limites — Section 3:
Limitation des fluctuations de tension et du flicker dans les réseaux basse tension pour les
équipements ayant un courant appelé <16 A
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2 Normative references

The following normative documents contain provision which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 61326. At the time of publication, the editions indicated
were valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreement based on
this part of IEC 61326 are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent
editions of the normative documents indicated below. Members of IEC and ISO maintain

register

s of currently valid International Standards.

2.1 General standards

IEC (15
magnet

IEC 5Q(161): 1990, International Electrotechnical Vocabulary

Electro

IEC 10[L0: Safety requirements for electrical equipment
laboratqgry use

2.2 Im

IEC 10Q0-4-2: 1995, Electromagnetic compat/b/l/ y
techniqlies — Section 2: Electrostatic dig

IEC 1040-4-3: 1995, Electromagnetic cempatib EMCN- Pait 4: Testing and meas

IEC 10(0-4-4: 1995, Electrmagnet/c comp //ty ‘ — Part 4: Testing and meas
techniqlies — Section 4: E, nsiet/Burst nmunity test — Basic EMC Public
IEC 10Q0-4-5: 1995,
techniqlies — Section 5

IEC 1040-4-6: 1

techniqlies — Sectio

IEC 10Q0-4-11:
techniqlies —

tests — 1
NOTE]
meast
whichlis onIy eferenced in IEC 61326 10, to the above list comprises all the immunity standards for u
parts pf IEC 61326

2.3 E’T I'DDI.UII ai‘audal dD

1)' 1978 International Electrotechnical Vacabulary (IF\/) — f‘hn’nmr
c devices

hagnetic compatibility

munity standards

esting and meas
EMC Publication

ical and

pr 161:

rol and

urement

urement

urement
ation

urement
urement

Ly fields

basuring

immunity

sting and
blication,
e with all

IEC 1000-3-2: 1995, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 2: Limits
for harmonic current emissions (equipment input current <16 A per phase)

IEC 1000-3-3: 1994, Electromagnetic compatibility (EMC) — Part 3: Limits — Section 3:
Limitation of voltage fluctuations and flicker in low-voltage supply systems for equipment with
rated current <16 A
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CISPR 11: 1990, Limites et méthodes de mesure des caractéristiques de perturbations
électromagnétiques des appareils industriels, scientifiques et médicaux (ISM) a fréquence
radioélectrique

CISPR 14: 1993, Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites
par les appareils électrodomestiques ou analogues comportant des moteurs ou des dispositifs
thermiques, par les outils électriques et par les appareils électriques analogues

CISPR 16: 1987, Spécifications du CISPR pour les appareils de mesure des perturbations
radioélectriques et les méthodes de mesure

CISPR 16-1: 1993, Spécifications des méthodes et des appareils de mesure des perturbations
rad/oelectr/ques et de l/mmunlte aux perturbat/ons radloe/ectr/ques - Part/e 1: Apparells de

.y e fia i
mesure ees perttit batrors lau:uc:cu.uquco et-deimntité-atx pcuu:uauu: Sradtoetect Iques

CISPR |22: 1993, Limites et méthodes de mesure des caractéristjques peturbations
radioélg at

3 Défirfiti

Pour leg dans la
CEI 50(

D'autred e mais
qui son ans les
publicat

3.1 esgaide type: Essai effectué su un S hantillons de matériel (ou d¢ parties
de mate - i pour vérifier que la conceptipn et la
construgtion répondent , \ psescriptions de la présente | norme.
L'échantillonnage statistique S BCE i 3dr les matériels de mesure, de commmande

et de lalporatoire.

NOTE|- La définitio i ne extension de la définition VEI 151-04-15 permettant de douvrir les
presciliptions rela a 4 i CHEN .

3.2 acges: iculiere du)dispositif ou du systéeme spécifique concerng par la
présent 8 nt électromagnétique extérieur (voir a la figufe 1 un
exemple Y S
NOTE S des accés d'entrée, de sortie ou bidirectionnels, de mesure, de commafpde ou de
données,

Acceés par I'enveloppe

Acces par l'alimentation c.a. Acces par la borne de terre

EST
Acces par l'alimentation c.c Acces E/S

Figure 1 — Exemples d'acces

3.3 acces par l'enveloppe : Frontiére physique d'un matériel a travers laquelle les champs
électromagnétiques peuvent rayonner ou sur laquelle ils peuvent venir buter.
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CISPR 11: 1990, Limits and methods of measurement of electromagnetic disturbance
characteristics of industrial, scientific and medical (ISM) radio-frequency equipment

CISPR 14: 1993, Limits and methods of measurement of radio disturbance characteristics of
electrical motor-operated and thermal appliances for household and similar purposes, electric
tools and electric apparatus

CISPR 16: 1987, CISPR specification for radio interference measuring apparatus and
measurement methods

CISPR 16-1: 1993, Specification for radio disturbance and Immunity measuring apparatus and
methods — Part 1: Radio disturbance and immunity measuring apparatus

CISPR
informa

3 Definitions

For the

the following.

Other d
the appl

3.1 type test: 8
particular design, to show that the desig 3 nents of

this sta

equipment.

NOTE|
requir

3.2 po
electro
equipm

NOTE

ements.

(t:  Any
agnetic

— This definition is &

rti
nt under tz F

— /O portg/are\ing

P2: 1993, Limits and methods of measurement of radio disturbance charactefistics of
ion technology equipment

purposes of this part of IEC 61326, the definitions ji ) applytogether with

boratory

hstruction

external
mple of

wiput\Qr bi-directional, measurement, control, or data ports.

Enclosure port

Earth port

EUT

DL poOweT port 170 pPOTt

Figure 1 — Examples of ports

3.3 enclosure port: Physical boundary of equipment through which electromagnetic fields
may radiate or impinge.


https://iecnorm.com/api/?name=1c8326f99477d4152e2c8f76a33e996e

- 16 - 61326-1 00 CEI:1997

3.4 appareils de classe A: Appareils prévus pour étre utilisés dans tous les établissements
autres que les locaux domestiques et autres que ceux qui sont connectés directement a un

réseau de distribution d’électricité & basse tension alimentant des béatiments a usage
domestique. [CISPR 11]

3.5 appareils de classe B: Appareils prévus pour étre utilisés dans les locaux domestiques
et dans les établissements raccordés directement a un réseau de distribution d’électricité a
basse tension alimentant des batiments a usage domestique. [CISPR 11]

3.6 lignes a grande distance: Lignes se trouvant a lintérieur d'un batiment et dont la
longueur dépasse 30 m, ou lignes sortant du batiment (y compris les lignes des installations
extérieures).

4 Généralités

Les mafé 3 divers
types de¢ perturbations électromagnétiques, conduites par les ligne aliny i mesure
ou de : i i ux des
perturbgti 4, sous-
systems

Les matériels d'essai tels que générateurs, analys , kré etreg’ doi isfpire aux
prescripti iti iQi Pt S d'essai

associé

Le fabrig
par la prg

émissions excédant les niveaux exigés
est associé a un objet d'essai.

Les critpres d'acceptatio i ' d'i ité 2 3 nant en
compte [la fonctionnalitéet |a

Les maltériels e norme
peuvent égaleme e large
gamme |de fréquencé lentation
et de s isati ces des
autres n

En ce qui ons, l'objectif de ces prescriptions est que les pertufbations
générée s et les systemes, en fonctionnement normal, ne dépassem pas un
niveau er les autres systemes de fonctionner comme prevu Le$ limites
d'émiss fes s' es industriels sont indiquées au tableau 3. Les limites d'émiss|on pour
les siteq i sont indiquées au tableau 4.

Pour se conformer a Ta présente norme, aucun essal additionnel de CEM n'est exigé en plus de
ceux mentionnés ici.

NOTES

1 Des niveaux d'immunité supérieurs a ceux indiqués au tableau 1 peuvent étre nécessaires lors de certaines
applications (par exemple lorsqu'un fonctionnement fiable du matériel est indispensable pour des raisons de
sécurité) ou lorsqu'il est prévu que le matériel fonctionne dans un environnement électromagnétique plus
sévere.

2 La présente norme ne spécifie pas de prescriptions fondamentales de sécurité, telles que la protection
contre les chocs électriques, un fonctionnement dangereux, une coordination de l'isolement et des essais
diélectriques sur les matériels. Se reporter a la CEl 1010 pour les prescriptions de sécurité.

3 Les limites d'émission de cette norme ne peuvent cependant pas assurer une protection compléte contre les
interférences de la réception radio ou télévision lorsque les matériels de mesure, de commande ou de
laboratoire sont utilisés a moins de 30 m de l'antenne de réception pour les applications industrielles ou
professionnelles, et & moins de 10 m pour les applications domestiques et commerciales.
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3.4 class A equipment: Equipment suitable for use in establishments other than domestic,
and those directly connected to a low voltage power supply network which supplies buildings
used for domestic purposes. [CISPR 11]

3.5 class B equipment: Equipment for use in domestic establishments, and in
establishments directly connected to a low voltage power supply network which supplies
buildings used for domestic purposes. [CISPR 11]

3.6 long distance lines: Lines within a building which are longer than 30 m, or which leave
the building (including lines of outdoor installations).

4 Gendral

kinds of
padiated
nditions

Equipmeént and systems within the scope of this standard can be supjt
electromagnetic disturbances, conducted by power, measurement &
from thg environment. The types and levels of disturbances depefi
in which the systems, subsystems or equipment are installed ang

s under
ecting a

Equipme
conditio

The mahufacturer shall give informat6 11 e lired by
this stapdard may occur when equipmenr 3 j

The acdeptance criteria regarding the i ing i account
the fungtionality and dependability aspe

so be a
wide frequency range. These disturbanges may
8s, or be directly radiated; and may affect the
he external electromagnetic environment.

Equipmeént and individ
source ¢f electromagn

be conducted threygh
performpnce of

For emj requirements is to ensure that the disturbances
generat i gtems, when operated normally, do not exceed| a level
which ¢
location

ission limits for non-industrial locations are given in taple 4.

To com i S, S , ho additional EMC tests are required beyond those stated here.

NOTE

1 Hi
exam
use in harsher electromagnetlc environments.

gtions (for
ended for

2 This standard does not specify basic safety requirements such as protection against electric shock, unsafe
operation, insulation co-ordination and related dielectric tests for equipment. See IEC 1010 for safety
requirements.

3 The emission limits of this standard may not, however, provide full protection against interference to radio
and television reception when the measurement, control or laboratory equipments is used closer than 30 m to
the receiving antenna for industrial or professional applications, and closer than 10 m for domestic and
commercial applications.
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4 Dans certains cas particuliers, par exemple lorsqu'un matériel hautement sensible est utilisé a proximité
immédiate, des mesures de réduction complémentaires peuvent se révéler nécessaires afin de ramener
I'émission électromagnétique en dessous des limites spécifiées.

5 Le fabricant peut choisir d'effectuer tous les essais sur un seul ou sur plusieurs EST. La séquence d'essais
est optionnelle.

5 Plan d'essai de CEM

5.1 Généralités

Avant d'effectuer les essais, un plan d'essai de CEM doit étre établi. Ce plan devra contenir au
minimum les éléments mentionnés dans les paragraphes 5.2 a 5.5.

Il peut éfre décidé, aprés considération des caractéristiques électriques €
particulier, que certains essais ne sont pas adaptés et par conséque
décision de ne pas réaliser un essai doit étre enregistrée dans le plan<g

appareil
b cas, la

5.2 Coffiguration de I'EST lors des essais

5.2.1 Qénéralités

Les matériels de mesure, de commande et de labora ent en systenjes dont

la configuration n'est pas figée. Le type, le des différents sous-
ensembles a lintérieur du matériau k ystéeme a l'autrd. Il est
raisonnable, et méme recommandé, d angements possibleg

Afin de [simuler de fagon réaliste les conditions\d W (en ce qui concerne les émisjsions et

I'immun|té), les matériels doivent représenter unexinstallatjon type telle que celle spécifiée par

le fabrigant. Ces essais dojxent étre e ectom sais de type dans des conditions de
D ;

fonctionhement normales4 S elles s jar le fabricant.

Tous lep dispo etc. importants pour la CEM et apparfenant a
ivent étre doegun

5.2.3

Si I'ES F TYPE
doivent ' ves de
|'utilisation '-n\ b fois. La

5.2.4 Acces d’entréé/sortie

Lorsqu’il y a plusieurs acces d’entrée/sortie du méme type, la connexion d’un céble a un seul
acces est suffisante a condition qu’il soit possible de démontrer que des céables
supplémentaires ne vont pas affecter les résultats de facon significative.

5.2.5 Matériel auxiliaire
Lorsqu’il est possible d’utiliser une variété de dispositifs avec I'EST, au moins un dispositif de

chaque type doit étre choisi pour simuler les conditions réelles de fonctionnement. Le dispositif
auxiliaire peut étre simulé.

5.2.6 Céablage et mise a la terre

Les cables de mise a la terre doivent étre raccordés a I'EST conformément aux spécifications
du fabricant. Il ne doit y avoir aucun raccordement supplémentaire a la terre.
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4 In special cases, for example when highly susceptible equipment is being used in close proximity, additional
mitigation measures may have to be employed to reduce the influencing electromagnetic emission further below
the specified limits.

5 The manufacturer may elect to perform all tests either on a single EUT or more than one. The testing
sequence is optional.

5 EMC test plan

5.1 General

An EMC test plan shall be established prior to testing. It shall contain as a minimum the
elements given in 5.2 to 5.5.

It may Jbe determined from consideration of the electrical characteyiStics

ge of a
particular apparatus that some tests are inappropriate and theref In such
cases the decision not to test shall be recorded in the EMC test pla
5.2 Cofiguration of EUT during testing
5.2.1 (General
Measur¢ment, control and laboratory equment ofte Y| ith no fixed
configuIanon The kind, number and s i - i ithin the
equipment may vary from system to sys ded, not
to test gvery possible arrangement.

poth to emission and
N as specified by the manu

immunity), the
acturer.
by the

shall be

shall be
5t plan.

ports is suff|C|ent prowded that it can be shown that the additional cables Would not affect the
results significantly.

5.2.5 Auxiliary equipment

When a variety of devices is provided for use with the EUT, at least one of each type of device
shall be selected to simulate actual operating conditions. Auxiliary devices can be simulated.

5.2.6 Cabling and earthing (grounding)

The cables and earth (ground) shall be connected to the EUT in accordance with the
manufacturer's specifications. There shall be no additional earth connections.
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5.3 Conditions de fonctionnement de I'EST lors des essais
5.3.1 Modes de fonctionnement
Une sélection des modes de fonctionnement représentatifs doit étre effectuée, en considérant
que seules les fonctions les plus typiques du matériel électronique peuvent étre essayées. Les

modes de fonctionnement estimés comme étant les plus défavorables dans des conditions
d'utilisation normales doivent étre sélectionnés.

5.3.2 Conditions d'environnement

Les essais doivent étre réalisés dans les plages d'environnement indiquées par le fabricant
(par exemple température ambiante, humidité, pression atmosphérique) et dans les plages
assignéfs pour Ia tension dalimentation et [a frequence.

5.3.3 Lpgiciel de 'EST durant I'essai

Le logidi Lisé. Ce
logiciel plication
normalg.

5.4 Spg

Les critg ~ 2 Drécisés
et, lorsque cela est possible, ils doivent & ' s itafives.

5.5 Defcription de I'essai

Chaque| essai a effectuer doit étre specifié—¢ ' i . iption des
essais, [les méthodes d'ess ai sont
indiquég dans les normes fon $ . 2. ' 2 Saire de

reprodulre le contenu,de ‘ ' i; toutefois des
informations complém i Y a-mige en oeuvre pratique des essais se trouvent
dans lal présente no , le plan d'essai de CEM doit détailler toute
I'applicgtion. Q

NOTE|
normg,

connus n'ont pas été spécifiés pour les essais dans Ig présente

6 Presg

6.1 Co

La configuratione
de fagorr piecise da

odes de fonctionnement utilisés lors des essais doivent étre cgnsignés
le rapport d'essai.

Les essais doivent étre réalisés sur les accés pertinents selon le tableau 1.

Les essais doivent étre menés conformément aux normes fondamentales. Les essais doivent
étre effectués un par un. Si des méthodes supplémentaires sont nécessaires, elles doivent étre
justifiées et documentées.

6.2 Prescriptions pour les essais d'immunité

Les prescriptions d'essai relatives a I'immunité sont indiquées au tableau 1.
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5.3 Operation condi
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tions of EUT during testing

5.3.1 Operation modes

A selection of representative operation modes shall be made, taking into account that not all
functions, but only the most typical functions of the electronic equipment can be tested. The
estimated worst case operating modes for normal application shall be selected.

5.3.2 Environmental conditions

The tests shall be carried out within the manufacturer’s specified environmental operating
range (for example ambient temperature, humidity, atmospheric pressure), and within the rated

ranges f Qllpply \/nlmgp and frpqupnr‘y

5.3.3 BUT software

The soffware used for simulating the different modes of operatig

software shall repres

5.4 Spekcification of

Performfance criteria
values.

5.5 Tekt description

Each teg
test me
standar
be repr
implems
specify

NOTE]
only t

6 Immunity requj

6.1 Co

The corf
report.

Tests sTalI be'appli

during test

performance criteria

for each port and test shall be g

to the relevant ports according to table 1.

ntitative

psts, the
e basic
eed not
bractical
an shall

dard, but

the test

The tests shall be conducted in accordance with the basic standards. The tests shall be carried
If additional methods are required, the method and rationale shall be

out one at a time.
documented.

6.2 Immunity test requirements

The immunity testing

requirements are given in table 1.
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En ce qui concerne les cables d’entrée/sortie, lorsque le fabricant indiqgue que I'ont doit utiliser
des cébles blindés ou que les cables doivent étre placés sur des chemins de céables

métalliques ou dans des gaines, les prescriptions pour les perturbations conduites peuvent ne
pas étre respectées dans la plage de fréquences de 150 kHz & 80 MHz.

Les essais sur les accés par les bornes de terre ne sont pas spécifiés séparément car ils sont
couverts par les normes fondamentales concernées:

— les acces par les bornes de terre de protection spécifiques sont essayés comme acces
par I'alimentation c.a.;

— les connexions a la terre fonctionnelles sont essayés comme accés entrée/sortie.

Accés Phénomeéne Norme Valeu d'e>$~qn
fondamentade

Enveloppe Décharges électrostatiques (DES) CEIl 10Q0-4- 4 kYIKV congacthair
Champ électromagnétique CEIl 1008-4-3 gv

ériople/100 %

K
}s/ kvD/1 kv2)
L\
Alimgntation c.c.4) Transitoires rapidg8\en saly 1 kV
Onde de choc 0,5 kv /1 kv2)
Perturbations RF tQnduites 1 1000/4-6 3V

Alimgntation c.a. Interruption de tension
Transitoires rapides en salves
Onde de choc

Perturbations RF conduites

Entrde/Sortie Transitoires rapidgs en salve CEIl 1000-4-4 0,5 kv4
Signal/ Onde de choc }EI 1000-4-5 1kv23)
Comimande PWations RF ond@ El 1000-4-6 3Vv4
Entrde/Sortie Tr sit}N{? rapides.e samé CEIl 1000-4-4 1kV
Signgl/Commande ndexde cho CEI 1000-4-5 0,5 kv1)/1 kv2)
conngctés directement bations RF sonduies CEIl 1000-4-6 3V

a l'al mentation}elst\eu

1) Ligne — Iigrw
2) [igne — terre

3) $eulement dan cas des-lignes a grande distance (voir 3.6)
4) $eulement dans s.deNignes >3

Le matd enir dangereux ou perdre ses fonctions de sécurité a la puite de

I'applicgti

6.3 Aspeets systeme et application

Si des niveaux supérieurs ou des essais relatifs a d'autres phénomeénes du systéme sont
nécessaires pour des applications particulieres, l'immunité doit étre augmentée ou des
mesures de réduction doivent étre appliquées dans l'installation.

6.4 Aspects aléatoires

Le critére d'aptitude & la fonction doit étre observable durant I'essai et ne doit pas étre un
phénoméne aléatoire. La durée de l'essai et le nombre d'essais doivent étre suffisants pour
permettre de tester chaque fonction de I'EST comme indiqué dans le plan d’essai de CEM. Une
attention particuliére doit étre portée pour s'assurer que cela est couvert avec les EST a
commande automatique (processeur).

NOTE — Par exemple, dans le cas d'un essai de décharges électrostatiques sur un dispositif numérique, I'EST
sera exposé a au moins 10 décharges dans chaque polarité, point d'application et niveau d'essai, pour exclure
tout effet aléatoire. En cas d'essai de transitoires rapides en salves, il peut étre conseillé de porter la durée de
I'essai a plus de 1 min.
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For input/output circuits where the manufacturer specifies that shielded cables must be used,
or that the cables must be located on conductive cable trays or in conduits, the conducted
immunity requirements can be omitted within the frequency range 150 kHz to 80 MHz.

Tests for earth ports are not specified separately because they are covered by the respective

basic standards:

— dedicated protection earth ports are tested as a.c. power ports;
— functional earth connections are tested as I/O-ports.

Table 1 — Minimum immunity test requirements

Conducted RF

3V

Port Phenomenon stzﬁzi;rd /\( Tew
A\, (\
Enclgsure Electrostatic discharge (ESD) IEC 1000-4- 14 k Wair
Electromagnetic IEC 1OW V/
AC ppwer Voltage interrupt cy Ie/M
Burst T kV
Surge kvD/1 kv2)
Conducted RF %
DC ppwer4) Burst /kv
Surge ﬂ 0,5 kv1 /1 kv2)

1/0 s{gnal/control Burst 0,5 kv4
Surge 1kv23)
Conducted RF 3Vv4)
N
I/0 s{gnal/control Bu Q IEC 1000-4-4 1 kV
conngcted directly S rge IEC 1000-4-5 0,5 kv1)/1 kv2)
to mgins supply uct RF IEC 1000-4-6 3V

1) fine to line

2) line to eart)r(xou
3) @nly in the of I¢
4) Only in the case

ng distance
3m

Equipme

6.3 Sy.
If highe

applicatlons,the imnYunity shall be increased or mitigation measures in the installation

applied.

sts.

specific
shall be

6.4 Random aspects

The performance criterion shall be observable during the test, and shall not be a random
phenomenon. The duration of the test and number of tests shall be sufficient to test each
function of the EUT as specified in the EMC test plan. Special care must be given to ensure
that this is covered with automatic (processor) controlled EUTSs.

NOTE - For instance,

in the case of electrostatic discharge testing of a digital device, the EUT should be

exposed to at least 10 discharges at each polarity, test point and test level to exclude random effects. In case of
burst testing, it may be advisable to extend the testing time to more than 1 min.
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6.5 Critéres d'aptitude a la fonction

Les principes généraux (criteres de performance) pour I'évaluation des résultats de I'essai
d'immunité sont les suivants.

Critere d'aptitude A: Durant I'essai, comportement normal dans les limites de la spécification

Exemple 1

Si un matériel électronique posséde une unité centrale de traitement et qu'il est prescrit qu'il
fonctionne avec une fiabilité élevée, le processeur doit fonctionner sans aucune dégradation
apparente par rapport aux spécifications du fabricant.

Critére ou de
compor ement qw est auto recuperable
‘autres
moy udre, le
tran sfert de
donn
Exe
Durapt I'essai, la valeur d'une fonction analogiqué s'¢ : b marge
autorlisée. Aprés l'essai, I'écart disparait.
Exenpple 3
Dang le cas d'un appareil de survei e homme-
machine, une certaine dégradation €% durant un court laps de tenjps, par
exenjple des éclairs lors de I'applic i{oires rapides en salves.
Critére (l'aptitude C: Dur & poraire, ou perte de fonction ou de
comporfement nécessitant ¥ gur ou une remise a zéro du systeme

Exemple 1

Dan{g le cas@ i
I'unitg d'alimentétio

eyr plus longue que la période tampon spécifiée,
upée. La remise sous tension peut étre autgmatique

ogramme due & une perturbation, les fonctions procegseur du
gans une position sdre, et non étre laissées dans Un «état
uggestions d'aide a la décision de 'opérateur peuvent étre nécesgaires.

étre remplacé ou réarmé par l'opérateur.

Critere d'aptitude D: Dégradation ou perte de fonction non récupérable du fait d'une avarie du
matériel, des composants, du logiciel, ou du fait de la perte de données.

En ce qui concerne les criteres d'aptitude a la fonction B et C, I'EST a passé avec succes les
essais s'il a présenté son immunité spécifiée pendant toute la période d'application du signal
d'essai et si, a la fin des essais, I'EST remplit les exigences fonctionnelles indiquées dans la
spécification technique du produit. Le critére d'aptitude a la fonction D n’est pas normalement
acceptable.

Comme il n'est pas possible de fixer un seul critere d'aptitude a la fonction pour chaque
phénomeéne, les indications suivantes sont données:
— vérifier la fonction normalement remplie par le matériel;

— la fonction du dispositif en relation avec le phénoméne détermine le critére d'aptitude a la
fonction.
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6.5 Performance criteria

The general principles (performance criteria) for the evaluation of the immunity test results are
the following:

Performance criterion A: During testing normal performance within the specification limits

Example 1

If electronic equipment has a central processing unit and is required to work with high
reliability, the processor shall operate without any apparent degradation from the
manufacturer's specification.

Perform@nce criterion B: __During testing, temporary degradation, of f0Ss ~0f fungtion or

performpnce which is self-recovering

Example 1

case of
epeated

A data transfer is controlled/checked by parity check or b
malfgnctioning, such as caused by a lightning strike, the \data
automatically. The reduced data transfer rate at this time i5\acgep

Example 2

During testing, an analogue function value deviate gin. After the fest, the
devidtion vanishes.

Exanpple 3
In the case of a monitor used only Yor i At some

Performlance criterion C: Ction or

performpnce which requires’x

Example 1

In the case of an interrupti longer than the specified buffer time, the power
supply unit of i b i P. The switch-on may be automatic or cafried out
by the operato

Example 2

After \m nt ' aused by a disturbance, the processor functiond of the
equif afe position and not be left in a "crashed state". Operator's
decigi s e

Exangple

The fest iman epening of an over-current protection device which is replaced|or reset
by th

Perform Degradation or loss of function which is not recoverabld due to
damage to equipment, components, software, or to loss of data

For performance criteria B and C, the EUT has passed the tests if it has shown its specified
immunity throughout the period of application of the test signal and, at the end of the tests, the
EUT fulfils the functional requirements established in the technical product specification. The
performance criteria D is normally not acceptable.

Because it is not possible to state only one performance criteria for each phenomenon, the
following guidance is given:
— check the function normally fulfilled by certain equipment;

— the function of the device in relation to the phenomenon determines the performance
criteria.
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Des exemples de combinaisons possibles donnés au tableau 2.

61326-1 00 CEI:1997

Les criteres d'aptitude a la fonction des différents aspects fonctionnels doivent pouvoir étre
donnés a I'utilisateur sur demande.

Tableau 2 — Exemple d'évaluation des résultats de I'essai d'immunité

Fonct_ionne’mer]t’ Fonctionnement Fonctionnement Fonctionnement
essentiel (sécurité permanent sans permanent avec discontinu
fonctionnelle) contrdle humain contrdle humain
DES
CEIl 100p—4-2 A B B c
Champ EM
CEIl 1000-4-3 A A A/\C “ S
Salves \B/
CEI 1000-4-4 A B (\K\ \>
Onde dg choc A B B N c
CEI 1000-4-5
Perturb3tions conduites
CEI 1000-4-6 A A ( C \> ©
N\ Al
: . N
Interrupfions de tension A c
CEIl 1000-4-11
NOTE |- Pour les essais de type, il est fortem rec ndéXde choisir’le critere d'aptitude a la fondtion A
pour tpus les phénomeénes et tous les essdis. Cepen iteres d'aptitude a la fonction B ef/ou C
peuvent étre acceptés a condition que la spécification et 'essai soulignent le ou les écarts gour la
ou les
7 Pres
Dans cHq Epondre
a des ¢ voit, les
prescrip
7.1 Co
Les me ai CEM
(voir art
NOTE| = Les limites d'émission conduite concernées par cette norme sont données accés par acces.

La description des essais, les méthodes d'essai et les montages d'essai sont indiqués dans les
normes de référence mentionnées aux tableaux 3 et 4. Le contenu de ces normes de référence
n'‘est pas reproduit ici; toutefois des modifications ou des informations complémentaires
nécessaires a la mise en oeuvre pratique des essais sont fournies dans la présente norme.

7.2 Limites d'émission

Le tableau 3 indique les valeurs limites pour les matériels de la classe A.

Le tableau 4 indique les valeurs limites pour les matériels de la classe B.
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Examples of possible combinations are given in table 2.

Performance criteria to the different functional aspects shall be given to the user on request.

Table 2 — Example of evaluation of immunity test results

Essential operation Comin.ltjousd Conti_r:uot:js Non-continuous
(functional safety) unmonitore monitore operation
operation operation
ESD
IEC 1000-4-2 A B B c
EM
A A A B
IEC 1000-4-3 d
AN O
Burst \/
IEC 100D-4-4 A B /\B\\ e
Surge A B B \ \/ c
IEC 1000-4-5 \
Conducfed RF A A A\ c
IEC 1000-4-6 (\
Voltage|interrupts A B \/ c
IEC 1000-4-11 {\
NOTE}|- For type testing, it is highly recommande \m\an/ogcriteria A for all phenomepa and
all tesfs. However, performance criteria B an Cm ted provided that both the specificatipn and
the tedt report highlight such deviation(s) for(the rFQant 0 iQn(s) of function and test.

7 Emission requireme

In somg
requiren
standar

7.1 Co

NOTE

D countrie@c

mission
d in this

The descriptionm of thetests, the testmethods, and the test Setups are givern i the reference

standards as stated

in tables 3 and 4. The contents of the reference standards are not

reproduced here; however, modifications or additional information needed for the practical
implementation of application of the tests are given in this standard.

7.2 Emission limits

Table 3 gives the limit values for class A equipment.

Table 4 gives the limit values for class B equipment.
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Le choix des valeurs des tableaux 3 ou 4 doit étre fait aprés examen de I'environnement

—-28—

envisagé et des prescriptions d'émission dans les zones d'utilisation.

Si le matériel est en conformité avec les valeurs limites du tableau 3 mais pas avec celles du

tableau 4, la spécification du produit doit le stipuler.

61326-1 00 CEI:1997

En ce qui concerne les matériels utilisant des fréquences ISM, se référer au CISPR 11.

Tableau 3 — Limites d'émission pour les matériels de la classe A

50 dB (pV) valeur moyenne

Gamme de fréquences
Acces d Limites Norme de
MHz Tefergnce
Enveloppe 30 a 230 40 dB (uV/m) quasi-créte, mesuré 0 m \
de distance 2\ CISPR 1§V et
230 a 1000 47 dB (uV/m) quasi-créte, m s é CISPRM §-1
de distance
Alimentation c.a. 0,15a0,5 79 dB (uV) quasi- cret
66 dB (V) valeur
0545 73 dB (uV) qudsi-c \> CISPR 1 et
60 dB (MVWI ur e ne CISPR 16-1
5a30 Si-Cr te
)v eur.myyenne
1) Pour d'autres sites d'essai, voir CISPR 2 a nexe
Tableau our lgs matériels de la classe B
hcoe < e de f{équences \/ Limit Norm¢ de
cces (\ imites référence
Enveloppe 230 \) 30 dB (uV/m) quasi-créte, mesuré a 10 m
de distance CISPR 161 et
\@ a Ow 37 dB (pV/m) quasi-créte, mesuré a 10 m CISPR 16-1
(\ N de distance
Alimentatio .a>\ M Comme indiqué dans la norme de référence | CEIl 1000-3-2
CEI 1000-3-3
0,15a0,5 66 dB (pV)a 56 dB (uV) quasi-créte
56 dB (u\/) a46 dR W\ valeur moyenne
La limite décroit linéairement avec le CISPR 16 et
logarithme de la fréquence CISPR 16-1
0,5a5 56 dB (V) quasi-créte
46 dB (uV) valeur moyenne
5a 30 60 dB (pV) quasi-créte

1) Pour d'autres sites d'essai, voir CISPR 22, annexe A.

2) Pour les perturbations discontinues, voir CISPR 14.
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Choice of table 3 or table 4 values shall be made after taking into account the intended
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environment and emission regulations in the areas of use.

If the equipment fulfils the limit values of table 3 but not table 4, this shall be stated in the

product specification.

For equipment using ISM frequencies, see CISPR 11.

Table 3 — Emission limits for class A equipment

50 dB (uV) average

Frequency range Reference
FOrt LIMItS
MHz ( standard
Enclospre 30 to 230 40 dB (nV/m) quasi peak, measur < \
at 10 m distance CISPR 1 >1) and
230 to 1000 47 dB (uV/m) quasi peak, meas CISRR 16-1
at 10 m distance
AC majns 0,15t0 0,5 79 dB (uV) quasi peak \ \>
66 dB (pnV) aver
0,5to 5 73 dB (uV) qu 5| peal CISPR 16 and
60 dB (pV a CISPR 1¢-1
5 to 30 B V asi pe k
av age
1) Fof alternative test site areas, see annex A of CISM \
forclass B equipment
x L Refergnce
Port Limits standard
Enclospre toN\230 30 dB (pV/m) quasi peak, measured
at 10 m distance CISPR 161V and
\% to\1000 37 dB (uV/m) quasi peak, measured CISPR 16-1
@ N at 10 m distance
N
AC malns? 0 OMZ As specified in the reference standard CEIl 1000-3-2
CEI 1000-3-3
0,15t0 0,5 66 dB (pV)to 56 dB (pV) quasi peak
56 dB (V) t0 46 dB (HV) average
Limits decrease linearly with log. of CISPR 16 and
frequency CISPR 16-1
0,5to5 56 dB (pV) quasi peak
46 dB (LV) average
5to 30 60 dB (pV) quasi peak

1) For alternative test site areas, see annex A of CISPR 22.

2) For discontinuous disturbances, see CISPR 14.
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8 Résultats d'essai et rapport d'essai

Les résultats d'essai doivent figurer dans un rapport d'essai complet comportant suffisamment
de détails pour permettre la reproductibilité des essais.

Le rapport d’essai doit contenir au moins les informations suivantes:

description de I'EST;
plan d’essai de CEM,;

données et résultats d'essai;
liste des matériels d’essai et leur configuration.

N
&
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8 Test results and test report

The test results shall be documented in a comprehensive test report with sufficient detail to
provide for test repeatability.

The test report shall contain the following minimum information:

&

— EUT description;
— EMC test plan;
— test data and results;

— teptequpmentandsetup:
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